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CIOP-PIB chce monitorowa¢ nanoczastki na zywo

Nanoczastek nie widaé, ale moga stanowic znaczacy cze$¢ aerozolu obecnego w miejscu pracy.
Badania CIOP-PIB objety 28 proceséw technologicznych i pokazaty, ze w czesci z nich najmniejsze
czastki dominowaty liczbowo w badanym aerozolu. Teraz naukowcy pracujq nad systemem, ktéry ma
pozwoli¢ monitorowa¢ stezenie frakcji nano w czasie zblizonym do rzeczywistego i tworzy¢ mape
miejsc, w ktérych pojawia sie zwiekszona emisja.

9 pazdziernika obchodzony jest National Nanotechnology Day. Data nawigzuje do skali nanometra 10° metra. To
dobra okazja, by zwrdci¢ uwage nie tylko na mozliwosci, jakie daje nanotechnologia, ale takze na bezpieczeristwo
0s6b pracujacych w srodowisku, w ktérym nanoobiekty mogg by¢ obecne w powietrzu. CIOP-PIB zajmuje sie tym
problemem od kilkunastu lat.

W zakoriczonym zadaniu badawczym ,, Analiza zawartosci frakcji nano w aerozolach srodowiska pracy i srodowiska
zewnetrznego”, kierowanym przez mgr. inz. Szymona Kamockiego, naukowcy analizowali procesy technologiczne
pod katem narazenia pracownikdéw na najmniejsze czgstki. Przebadano 28 proceséw technologicznych i to
wystarczyto aby stwierdzi¢, ze sama ocena masy pytu moze nie wystarczyé. W dziesieciu procesach analizowanych
w ostatnim etapie badan frakcja nano stanowita od ponad 70 do prawie 90 proc. liczby wszystkich badanych
czastek w zakresie od 10 nm do 35 um. Jednoczesnie jej udziat w catkowitej masie aerozolu byt nizszy niz 5 proc.,
a w jednym przypadku wynosit zaledwie 0,1 proc.

— To dobrze pokazuje specyfike nanoobiektow. Mozemy miec¢ bardzo duzq liczbe najmniejszych czgstek, choc ich
udziat w masie catego aerozolu pozostaje stosunkowo niewielki. Dlatego, chcgc wtasciwie oceniaé narazenie
pracownikow, trzeba patrzec nie tylko na mase aerozolu, ale takze na liczbe, ksztatt, rozmiar jego czgstek i sktad
chemiczny — podkresla mgr inz. Szymon Kamocki z Pracowni Aerozoli, Filtracji i Wentylacji Zaktadu Zagrozen
Chemicznych, Pytowych i Biologicznych CIOP-PIB.

W jednym z dziesieciu procesdw przebadanych w ostatnim etapie stwierdzono przekroczenie rekomendowanego
stezenia liczbowego nanoczastek. Chodzito o stanowisko w zaktadzie przemystu hutniczego, gdzie zrodtem emisji
byta niedostatecznie ostonieta pita do ciecia profili stalowych. W czterominutowym okresie pomiaru wartosc
rekomendowana zostata przekroczona ponad dziesieciokrotnie, a srednia dla catego procesu byta okoto 3,5 razy
wyzsza od wartosci referencyjnej 40 tys. czastek/cm3. Z wynikami pomiaréw mozna zapoznac sie w bazie wiedzy
CHEMPYL dostepnej na stronie instytutu.

Nanoczastki nie tylko tam, gdzie produkuje sie nanomateriaty

Nanoobiekty mogg pojawiac sie nie tylko podczas produkcji czy przetwarzania nanomateriatéw. Mogg takze
powstawacé przypadkowo, m.in. podczas proceséw termicznych, mieszania, $cierania materiatéw czy innych
proceséw technologicznych. Dlatego ich zrédtem moze by¢ proces, ktérego pracownik nie kojarzy wprost z
nanotechnologiag. W badaniach CIOP-PIB wykorzystywane sg liczniki czgstek, metody grawimetryczne oraz
mikroskopia elektronowa SEM pozwalajgca okresli¢ m.in. ksztatt, wielkos¢ i sktad chemiczny czastek.

Zobaczy¢ emisje wtedy, kiedy sie pojawia

Dotychczasowe badania pozwolity zidentyfikowac skale problemu i miejsca wystepowania frakcji nano. Obecnie
CIOP-PIB pracuje nad rozwigzaniem, ktére ma umozliwié¢ znacznie bardziej dynamiczng obserwacje srodowiska
pracy. W nowym projekcie badawczym ,Opracowanie systemu monitoringu frakcji nano w aerozolach srodowiska
pracy w czasie zblizonym do rzeczywistego” naukowcy chcg identyfikowaé czynnosci, podczas ktérych



nanoobiekty trafiajg do powietrza, oraz sledzi¢ zawarto$¢ frakcji nano podczas trwania procesu. Projekt
przewiduje wykorzystanie urzadzen mierzacych czastki juz od 10 nm. Okreslane majg byé m.in. ich stezenia
liczbowe i masowe, a pobrane prébki beda analizowane za pomocg mikroskopii elektronowej pod katem
morfologii i sktadu chemicznego.

Miernik na ubraniu pracownika i mapa zaktadu

Najwazniejszym efektem projektu ma byc¢ jednak system monitorowania frakcji nano w czasie zblizonym do
rzeczywistego.

Zaktada on stworzenie sieci przenosnych miernikdw wykorzystujgcych bezprzewodowg transmisje danych oraz
lokalizacje przestrzenng. Urzadzenia majg by¢ na tyle mobilne, aby mozna je byto zamocowac na ubraniu osoby
przemieszczajacej sie po zaktadzie. W praktyce ma to pozwoli¢ tworzyé mape stezenia nanoczgstek i obserwowac,
w ktorym miejscu zaktadu oraz na jakim etapie procesu poziom emisji zaczyna rosngc.

— Dzis mozemy zbadac proces i okreslic, czy wystepuje w nim istotna emisja. Chcemy pdjs¢ dalej i otrzymywac
informacje o zmianie stezenia praktycznie wtedy, kiedy ona zachodzi. Dzieki temu tatwiej bedzie wskazac Zzrédto
emisji i szybciej reagowa¢ na awarie — méwi dr inz. Tomasz Jankowski, kierownik Pracowni Aerozoli, Filtracji i
Wentylacji Zaktadu Zagrozen Chemicznych, Pytowych i Biologicznych CIOP-PIB.

System moze wspierac nie tylko ocene narazenia pracownika. Nagty wzrost stezenia moze réwniez sygnalizowac
problemy techniczne, takie jak rozszczelnienie instalacji, nadmierne scieranie elementéw lub nieprawidtowa
praca urzgdzenia. Projekt ma zakonczy¢ sie m.in. opracowaniem dokumentacji technicznej, wykonaniem
prototypu systemu, jego konfiguracjg oraz przetestowaniem w rzeczywistym srodowisku przedsiebiorstwa.

Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) prowadzi dziatalno$¢ naukowo-badawczg na rzecz
bezpieczenstwa, zdrowia i dobrostanu cztowieka w srodowisku pracy. Instytut opracowuje rozwigzania techniczne i organizacyjne, metody
oceny i ograniczania zagrozern zawodowych oraz wspiera rozwdj zasad ergonomii i kultury bezpieczerstwa. Prowadzi takze dziatalnosé
ekspercka, edukacyjng, normalizacyjng i certyfikacyjng oraz wspotpracuje z pracodawcami, partnerami spotecznymi i instytucjami naukowymi
w Polsce i za granicg. Wiece] informacji: www.ciop.pl
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